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Для проведения корректных магнитных измерений в экспериментах по физике высоких энергий необходимо иметь надёжные средства калибровки измерительных стендов. Одним из ключевых элементов такой калибровки является магнитная мера, позволяющая задавать и контролировать параметры магнитного поля. Точность и стабильность магнитных измерений напрямую влияют на достоверность экспериментальных данных, следовательно, на качество последующего анализа и интерпретации результатов. В связи с этим задача расчёта и изготовления магнитной меры для стенда магнитных измерений является актуальной и практически значимой.
Настоящая работа посвящена расчёту параметров и изготовлению магнитной меры, предназначенной для использования на стенде магнитных измерений. В работе рассмотрены основные требования, предъявляемые к магнитной мере, выполнены расчёты её геометрических и магнитных характеристик, а также описан процесс изготовления и сборки. Приведены результаты экспериментальных измерений, полученных с использованием изготовленной меры, и проведён их анализ. На основе полученных данных сделаны выводы о целесообразности использования магнитной меры в дальнейших экспериментальных исследованиях.
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